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Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………………

    (pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja spektrometru mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów wraz z wyposażeniem i akcesoriami dla Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu 
„Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”. 


I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
CPV: 


38433100-0 Spektometry mas
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

· Spektrometr mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów  – 1 szt.
· Trzy zestawy komputerowe do analizy danych „offline station” (jeden wysokiej klasy komputer stacjonarny i 2 komputery przenośne o parametrach równoważnych zestawowi kontrolującemu pracę aparatury TOF-SIMS)
	Dostawa i instalacja spektrometru mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów (1 szt.) 
wraz z wyposażeniem i akcesoriami

	Nazwa urządzenia:

model, typ aparatu, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj pochodzenia:
	

	Rok produkcji
(wymagany: min. 2014) 
	


A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA 

	Lp.
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany

	PARAMETRY PODSTAWOWE (MINIMALNE)

	1.
	Wymagane tryby pracy urządzenia: wysokorozdzielczy spektroskopowy, mapowanie, dwuwiązkowe profile głębokościowe, jednowiązkowe profile głębokościowe próbek organicznych, trójwymiarowa analiza próbek przewodzących i izolatorów.
	

	2.
	Komora analityczna powinna umożliwiać załadowanie i analizy próbek o średnicy do co najmniej 98 mm. System próżniowy powinien być bezolejowy w pełni kontrolowany komputerowo, zapewniający próżnię co najmniej 5 x 10-10 mbar w komorze analitycznej. System musi posiadać wewnętrzny system wygrzewania komory. Komora musi być gotowa do instalacji do pięciu źródeł jonów oraz zapewniać wygrzewanie próbki.  Komora musi być wyposażona w system UHV transportu próbek. 
	

	3.
	Urządzenie musi być wyposażone w tytanową pompę sublimacyjną umożliwiającą szybkie odpompowanie takich gazów jak wodór i tlen. 
	

	4.
	Urządzenie powinno posiadać system chłodzenia i grzania próbek w komorze głównej o zakresie temperatur co najmniej od -150C do +600C.
	

	5.
	Komora załadowcza próbek powinien posiadać system grzania i chłodzenia o zakresie temperatur co najmniej od -150°C do+450°C.
	

	6.
	Urządzenie musi być wyposażone w ciekłokrystaliczne działo jonowe z bizmutowym źródłem jonów Bin, n=1-7 z filtrem elektrodynamicznym umożliwiające analizę związków organicznych. Konstrukcja musi umożliwiać między innymi równoczesną analizę w trybie małych pól oraz trybie wysokiej rozdzielczości nie gorszej niż 80 nm. System musi umożliwiać analizę grup molekularnych na powierzchniach bez konieczności użycia wzorców (tzw. Procedura G-SIMS) poprzez zastosowanie, co najmniej dwóch jonów pierwotnych (system typu LMIG – liquid metal ion gun) w sposób zautomatyzowany. 
	

	7.
	System powinien mieć zainstalowane dwuźródłowe działo jonowe z gazowym źródłem jonów (O2, Ar, Xe) oraz źródłem cezowym (Cs) do trawienia powierzchni w trybie profili głębokościowych. Energia uzyskiwanej wiązki powinna się mieścić w zakresie co najmniej: 200 eV-2000 eV. Częstotliwość powtórzeń co najmniej: 50 kHz
	

	8.
	System powinien posiadać dwufunkcyjne gazowe źródło klasterów argonowych do trybu analitycznego i trybu profili głębokościowych (trawienie powierzchni): Źródło musi umożliwiać pracę dwuwiązkową w podwójnym trybie, to znaczy profili głębokościowych (w kombinacji z trybem typu LMIG – Liquid Metal Ion Gun) i pulsowym trybem analitycznym. Źródło musi zapewniać jednowiązkowy tryb profili głębokościowych. Działo powinno zapewniać szerokość wiązki <50µm przy prądzie klasterów argonowych 10nA lub większym. W trybie analizy wymagana jest minimalna długość pulsu wiązki 20ns i rozdzielczość 3000 lub większa
	

	9.
	Urządzenie powinno posiadać wysokorozdzielczy analizator czasu przelotu (TOF-Time of Flight): wyposażony w reflektron i umożliwiający wysokorozdzielczą analizę wszystkich mas jednej polarności. W trakcie pomiaru próbka musi być uziemiona.
	

	10.
	Urządzenie wyposażone w detektor jonów wtórnych: składający się z MCP (micro channel plate) licznika scyntylacyjnego i fotopowielacza z możliwością nastawiania parametrów dla obu polarności. 
	

	11.
	Urządzenie musi posiadać możliwość rejestracji danych we wszystkich opcjach pomiarowych z częstotliwością 50kHz (+-5kHz).
	

	12.
	Urządzenie musi posiadać system kompensacji ładunków tworzących się na próbkach nieprzewodzących. Analiza próbek nieprzewodzących powinna być możliwa bez ich specjalnego przygotowania (np. naparowywania metalami) i specjalnego sposobu montowania. System musi zapewnić stosowanie niskoenergetycznych elektronów o energii 1-20 eV i częstotliwość kompensacji ładunku równej 50 kHz (+-5kHz), oraz kompensację ładunku po każdym impulsie jonów pierwotnych. 
	

	13.
	W pełni zautomatyzowany system pozycjonowania składający się z: pięcioosiowego uchwytu próbki: (x, y, z, rotacja i przechył). Zakresy co najmniej: x=90 mm, y=125 mm, z=25 mm, rotacja bez ograniczeń, przechył od -15° do 45°
	

	14.
	Urządzenie powinno być wyposażone w system mikroskopii optycznej: co najmniej dwie kamery wideo z mikroskopami optycznymi i z laserowym pilotem do wyboru miejsca analizy.
	

	15.
	Urządzenie powinno być wyposażone w detektor elektronów wtórnych składający się z MCP, licznika scyntylacyjnego i fotopowielacza, umożliwiający rejestrację elektronów wtórnych podczas pracy różnych dział. Wymagane nastawianie parametrów dla obu polarności. Zapewniona pięcioletnia praca bez serwisowania.
	

	16.
	Pompy zasilacze i podzespoły elektroniczne powinny się znajdować w bezpiecznych zabudowach potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa lub CE lub zgodnymi z CE
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Główne analityczne źródło jonów, co najmniej 30 keV o parametrach: 

- maksymalny prąd jonowy DC : >30 nA 

- rozdzielczość liniowa wiązki Bi1: <150 nm dla prądu 400 pA DC

- rozdzielczość liniowa wiązki Bi3: <120 nm dla prądu 400 pA DC 

- rozdzielczość liniowa wiązki Bi3: <80 nm  

- rozdzielczość  liniowa  wiązki Bi1 trybu wysokorozdzielczego: 300 nm przy rozdzielczości masowej 5000 

- maksymalny prąd pulsowy Bi1: 20 pA (50 kHz) 

- maksymalny prąd pulsowy Bi3: 10 pA (50 kHz) 

- rozdzielczość  masowa  w  trybie  spektroskopowym  dla  masy  29u i jonów Bi1 oraz Bi3 nie gorsza niż 11000.  

- w trybie mapowania zapewniona rozdzielczość liniowa wiązki atomowej <100 nm i klastrowej <80 nm
	

	2.
	Prądy minimalne możliwe do uzyskania dla dwuźródłowego działa: 

Działo gazowe z elektronową jonizacją:

100 nA dla 0.5 keV przy średnicy wiązki 40 μm 
250 nA dla 1 keV przy średnicy wiązki 40 μm
600 nA dla 2 keV przy średnicy wiązki 40 μm

Działo cezowe z termiczną jonizacją:

40 nA dla 0.5 keV przy średnicy wiązki 40 μm
75 nA dla 1 keV przy średnicy wiązki 40 μm
150 nA dla 2 keV przy średnicy wiązki 40 μm
	

	3.
	Analizator czasu przelotu o parametrach:  

- powtarzalność (spektroskopia, mapowanie, profilowanie): 50 kHz (+-5 kHz)

- wydajność (czysta próbka Al): co najmniej 4,5 x 108 Al+/nC przy rozdzielczości 7000 

- zakres mas: co najmniej do 12000 u 

- rozdzielczość: co najmniej 11000u dla masy 29 u (Bi1 lub Bi3)  

- rozdzielczość: co najmniej 16000u dla masy 200 u (Bi1 lub Bi3)
	

	AKCESORIA

	1.
	Kompletny system umożliwiający doprowadzenie gazów obojętnych i reakcyjnych do komory pomiarowej i powierzchni badanych próbek wraz z akcesoriami.
	

	2.
	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do sterowania systemu: Oprogramowanie musi zapewnić pełne sterowanie zestawem TOF-SIMS, zbieranie danych i ich opracowywanie w trybach spektroskopowym, mapowania, profili głębokościowych i analizy dostarczonej   biblioteki widm TOF-SIMS. Oprogramowanie musi również umożliwiać wykonywanie analiz i   diagnostykę przez Internet.
	

	3.
	Trzy zestawy komputerowe do analizy danych „offline station” (jeden wysokiej klasy komputer stacjonarny i 2 komputery przenośne o parametrach równoważnych zestawowi kontrolującemu pracę aparatury TOF-SIMS). Każdy komputer powinien posiadać licencję na system, oprogramowanie do obróbki danych TOF-SIMS oraz pakiet biurowy.
	

	4.
	Biurko (1 szt.) zintegrowane z aparaturą dostarczone przez producenta
	

	5.
	Zestaw stolików do montowania próbek o różnych grubościach oraz do pracy w wysokiej i niskiej temperaturze zintegrowanych z systemem pozycjonowania urządzenia. 
	

	6.
	Wykonawca dostarcza zestaw części zapewniających niezawodną pracę systemu z dokładnością i czułością deklarowaną w ofercie przez okres gwarancji wskazany w ofercie (12 miesięcy powinno odpowiadać przynajmniej 1500 roboczo-godzinom pracy danego podzespołu w którym podzespoły ulegają zużyciu) wraz z ich bezpłatną wymianą. Lista części powinna być dołączona wraz z dostawą.
	

	 INNE ISTOTNE WYMAGANIA

	1.
	Przy dostawie urządzenia wymagane jest dołączenie instrukcji obsługi dla całego systemu w języku polskim lub angielskim 
	

	2. 
	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzających zgodność dostarczanej aparatury z rzeczywistymi parametrami (parametry/wymagania deklarowane w specyfikacji 
i spełniające wymogi kupującego) i wymaganiami związanym z oprogramowaniem.
	

	3.
	Wymagane zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia części zamiennych przedmiotu zamówienia przez okres minimum 10 lat, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru.
	


B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Bezpłatna gwarancja* na sprzęt i oprogramowanie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń 
	

	2.
	Bezpłatny przegląd serwisowy jeden raz w roku w okresie gwarancji
	

	3.
	Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godzin 
	

	4.
	Dane teleadresowe punktu serwisowego
(nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail)
	

	5.
	Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie 
nie więcej niż 28 dni od zgłoszenia awarii. 
	

	6.
	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołów na nowy: 3
	

	SZKOLENIA

	1.
	Wykonawca ma obowiązek zapewnić 5-dniowe szkolenie w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób
	


*Gwarancja w rozumieniu Zamawiającego jest pełna wraz z wszelkimi rozszerzeniami obejmująca prawidłowe działanie aparatury przez cały okres gwarancji.
	1. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi w postaci: Certyfikatu zgodności CE i/lub deklaracji zgodności CE lub równoważnych dokumentów/dokumentu w zakresie świadczącym o zgodności oferowanych urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.


Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 
II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Ilość
	Cena jednostkowa netto

(zł)
	Stawka podatku VAT

(%)
	Cena jednostkowa brutto

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	Wartość podatku VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	SPOSÓB LICZENIA:
	(3*4)
	(7*5)
	(7+8)

	1.
	Spektrometr mas jonów wtórnych 
z analizatorem czasu przelotu jonów wraz z akcesoriami
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestawy komputerowe do analizy danych „offline station” (jeden wysokiej klasy komputer stacjonarny i 2 komputery przenośne o parametrach równoważnych zestawowi kontrolującemu pracę aparatury TOF-SIMS) 
	3
	
	
	
	
	
	

	RAZEM (suma wierszy 1-2)
	
	
	

	
	Cena ofertowa netto (zł)
	Wartość podatku VAT (zł)
	Cena ofertowa brutto (zł)


.................................. dnia  .................................. 
                                                                                                                    ………....................................................................

                                                                                                                           Podpis i pieczątka osoby/osób 

                                                                                                                                 upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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